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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
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PREAMBULE

d[Etudes ou sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant a
njesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) (Jes décisions constituent des recommandations internationales et sos

permettent. Toute divergence entre la recommandauo
npesure du possible, étre indiquée en terme

]l]: Publication 748-1 co
Elle| comporte les articlg
grou

L
148

i€ulation en fonction des semiconducteurs traités. Tou

congtituantes ayant’déja \ate\ap 3 otes suivant la Reégle des Six Mois ou la Procédure des
n'a . €au scrutin

1 ntégrés, figurant dans les Publications 147 et 148, sont incor
Pub

L sais mécaniques et climatiques, figurant dans les Publications 147-5 ¢
incol

q jour en révisant et en élargissant son texte parallélement a4 la poursuite d
Conf pour tenir compte des progres effectués dans le domaine des circuits intégrés

que”la Publication 147 ait utilisé le terme général «dispositif & semiconducteurs», o
seulement aux dispositifs discrets. Néanmoins, la presque totalité des informations est ¢égalemer]

des Comités
a plus grande

tés nationaux.

naux adoptent

doit, dans la

rs.
hblication 748.

eulement d’un

cations 147 et
tes les parties
Deux Mois, il

borées dans la

t 147-5A, sont

es travaux du

lle se référait
t valable pour

fes—CIreuitsimTégTes. Celtesci ont €t incorporées dans 1a_Publication 747-1 sans controle detaillé quant a

Papplication aux circuits intégrés.
Le lecteur doit donc s'assurer si un article particulier est applicable aux circuits intégrés.

2. — Les Publications 747, 748 et 749 annulent et remplacent, au fur et a mesure de la parution de leurs

différentes parties, les Publications 147 et 148.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES
Integrated circuits

Part 1: General

FOREWORD

1) The forgal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Tech
the Nafional Committees having a special interest therein are represented
internatjonal consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They hgve the form of recommendations for international use and they &
that senpe.

3) In ordeq
the texd
divergen
clearly indicated in the latter.

This stapdard has been prepared h

Publicatjon 748-1 constitutes the
the genera] clauses. The follg
category of] devices.

The meeting of Teehnical
Publicatio 147 and i
previously |approved by “Wote
necessary.

Materia

Publicationfs 748

Materia
Publication

This standard wil gpt wp tO date by revising and extending the document as the work in Technical Cd
No. 47 confinues and takes into account advances in the field of integrated circuits.

Notes 1. + Though Publivation 147 has been written in terms of “semiconductor devices”, it referred only to
devices. Nevertheless, most of this material was equally applicable to integrated circuits. Therefore,

ttees in

d adopt
it. Any

presents
specific

htion of
d been
deemed

and in

uded in

mmittee

discrete
most of

ication ~T—without a chec al_each clause wa
applicable to integrated circuits.
The reader should therefore ensure that a particular clause is applicable to integrated circuits.

s really

2. — Publications 747, 748 and 749 supersede and replace, as their different parts are published, Publications 147

and 148.
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Chapter ¥ {37, 38, 40, 41 105
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1 _ _
2 ~ _
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- > II, Two, 4 147-4
II, Two, 5 147-4

* Repetition| from 747-1 &@
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Circuits integres

Premiére partie: Géneéralités

CHAPITRE I: DOMAINE D’APPLICATION ET PRESENTATION
DES PUBLICATIONS 748 DE LA CEI

Domaine d’application

Les Publications 748 doivent &tre lues en liaison ay
pour but de donner des normes sur les circuits intég

[Présentation

; elles ont

Publications
pires, telles



https://iecnorm.com/api/?name=1e335fd5f8172d86202af791665de27e

748-1 © IEC 1984 — Il —

SEMICONDUCTOR DEVICES
Integrated circuits

Part 1: General

CHAPTER I: SCOPE AND PRESENTATION OF IEC PUBLICATIONS 748

o

1. Scop

Publications 748 should be read in conjunction wit
int¢gnded to give standards for integrated circuits.

47-1\ anld are

2. Presé¢ntation

Publications 748 are made : issued as sgparate
Publications 748-1, 748-2, etc. The e 3 ¢ issue of supplemenis, for
exgmple, Publication 748-2A.
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CHAPITRE II: BUT ET PRESENTATION DE LA PUBLICATION 748-1

1. Généralites

La Publication 748-1 constitue la partie générale des Publications 748. Associée a la
Publication 747-1, elle fournit des informations générales sur les circuits intégrés.

-

A ce sujet, tous les articles de la Publication 747-1 sont valables, a condition:

— de ne pas s’adresser explicitement a des dispositifs discrets, et
—~ d’étre applicables (voir la note 1 de la préface).

2. | But

— Donner des informations générales sur le domaine és¢ntation des
Publications 748 (voir chapitre I).

— Donner des informations sur les
applicables aux Publications 748-2, 748-
catégories ou sous-catégories de circuifs.i

exigencep générales
ormes pour [les diverses

3. | Présentation

itdessus sont

its intégrés, en
ircuits intégrés,

ques. (Iis sont
blication 747-1,

L) Exp que le systeme de numerotauon des methodes de mesure, ainsi que le systérhe des matrices
dapplications.

Donne une liste de toutes les méthodes de mesure utilisées pour les circuits intégrés
— Chapitre VIII: Réception et fiabilité des circuits intégrés.

Tt f T ores T T €

sous-catégorie de circuits intégrés.

ue catégorie ou
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CHAPTER II: PURPOSE AND PRESENTATION OF PUBLICATION 748-1

1. General

Publication 748-1 constitutes the general part of Publications 748. Together with the
relevant material of Publication 747-1, it gives the general information on integrated
circuits.

In this respect, all clauses of Publication 747-1 are valid, provided that:

— they are not restricted expressively to discrete devices only, and
- ti‘ley are applicable (see Note 1 to the preface).

2. Purpose

— To provide general information on scope and presentatio
Chapter I).

p

- To provide
]

q

h

8 (see

applicable to
yarious categories or

3. Prespntation

nts is presented in Chapters| IIT to

No [ ke pre A
— Chapter III: Purpos 103 L3, etc.
— Chapter 1 i . sgak
% : ic te apd definitions for integrated circuits, in addition to th¢se given
i\ Pubheath \

dition to

pter VI).

® Provides a list of all measuring methods for integrated circuits.

— Chapter VIII: Acceptance and reliability of integrated circuits.

® Provides general Tequireiments and a prescription ol the specilic requirements that should be given
for the various categories or sub-categories of integrated circuits.
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CHAPITRE III: BUT, PRESENTATION ET EXIGENCES RELATIVES AUX
PUBLICATIONS 748-2, 748-3, ETC.

A Tétude.

Note. — Actuellement, le chapitre III de la Publication 747-1 s’applique, dans la mesure du possibie.

Les articles de la Publication 747-1, chapitre IV, valabié . ircuify intégres,
s’appliquent. D’autres termes et définitions ne figurant pas 747-1 sont
donnés dans les articles 1 et 2 ci-dessous. Afin de prégente omplet, on
rappelle certains termes et définitions figurant dans la
1. [Termes geméraux
1.1 | Borne (d'un dispositif @ semiconducte pel \d A Publication 747-1, c1ap'itre Iv,

paragraphe 3.1)

Point de connexion spécifié

CC@S EXté

Note. — La définition\gst eh\ fours de ‘xévigion.

1.2 | Electrode’ Yd'u
paragraph

dupteurs) (rappel de la Publication 747-1, dhapitre IV,

electrique entre la région spécifice du dispositif a
de €onnexion relié a sa borne.

ours de révision.

1.3

Borne connexion interne qui peut étre utilisée comme relais pour [un céablage

extérieur sans perturber la fonction du dispositif, si la tension appliquée a [cette borne
(par rimrermediaite du—cablage) ne dépasse  pas 1@ vateur Hmite —de la  tension
d’alimentation la plus élevée du circuit.

Notes 1. — L’abréviation est NC (Non Connectée).
2. — Si Pon peut appliquer des tensions plus élevées, cela doit étre précisé.
1.4 Borne non utilisée

Borne qui ne doit pas &tre utilisée dans les applications normales et qui peut ou non
avoir une connexion interne.

Note. — L’abréviation est NU.
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CHAPTER III: PURPOSE, PRESENTATION AND REQUIREMENTS
ON THE CONTENTS OF PUBLICATIONS 748-2, 748-3, ETC.

Under consideration.

Note. — For the time being, Chapter III of Publication 747-1 applies as far as possible.

LA PR
CITAT IIU . X,

The relevant clauses of Publication 747-1, Chapter IV, valid fd ) circuify, are
applicable. Other necessary general terms and definitions, not given_i
listed in Clauses 1 and 2 below. For the sake of completene
definitiohs from Publication 747-1 are repeated here.

1, are
s and

1. General terms

1.1 Terfninal (of a semiconductor devise

from plication 747-1, Chapter 1V,
Sub-clause 3.1)

A specified externally

Notp. — The definition is

1.2 Elegtrode (of, se
Sub-clause 3@

That part providi sclrical contact between the specified region [of a
semiconductér dk ¢ to its terminal.

gpetition from Publication 747-1, Chapter 1V,

Notg.

1.3 Blapk

4

at has no internal connection and that can be used as a supp¢rt for

external wiring ‘without disturbing the function of the device, if the voltage applied to
thi . . ;

of the circuit.

rating

Notes 1. — The abbreviation should be NC (No internal Connection).
2. — If higher voltages are acceptable, this should be stated.
1.4 Non-usable terminal

A terminal that shall not be used in normal applications and that may or may not
have an infernal connection.

Note. — The abbreviation should be NU.
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1.5 Microélectronique

Le concept de la construction et de lutilisation des circuits électroniques fortement
miniaturisés.
1.6 Electronique intégrée
L’art et la technologie de la conception, de la fabrication et de l'utilisation des circuits
intégrés.
1.7 Conditions de pire cas (d’une seule caractéristique)

Valeurs des conditions appliquées qui, individuellement, sont choisies dans un domaine
spécifié et qui, ensemble, produisent la valeur la plus défavorable pour une
caractéristique.

Note. — Les conditions de pire cas pour les différentes caractéristiques peuven

2. [Iypes de dispositifs

2.1 | Dispositif a semiconducteurs (rappel de la Publication , paragraphe 4.1)

Dispositif dont les caractéristiques esseng % e n flux de porteurs de
charge a l'intérieur d’un semiconducteur.

2.2 | Microstructure

Dispositif microélectronique
composants et qui est considé 3, unité.

d’éléments de circui| et/ou de

2.3 | Circuit intégré

Circ@ bre d’¢léments de circuit sont associés de facon
insépara ot N . ectriquement de sorte que, vis-a-vis des spgcifications,

&lément de circuit n'a ni enveloppe ni borne de sortie, et n'est| ni spécifié ni

24

dans laquelle les éléments de circuit sont associés d’upe maniére
électriquement interconnectés de sorte que, pour les Hesoins des
spécifications, des mesures, des transactions commerciales et de la maintenarrce, elle est
Téputée imdivisibie: '

....
=
72}
@

o
o
-
(0
o
[0
-

Notes 1. — Pour cette définition, un élément de circuit n’a ni enveloppe ni borne de sortie, et n’est ni spécifi€
ni vendu comme un article séparé.
2. — Lorsqu’il ne peut y avoir de confusion, le terme «microcircuit intégré» peut étre abrégé en «circuit
intégré».
3 — Des termes qualificatifs additionnels peuvent étre utilisés pour décrire la technique utilisée dans la

fabrication d’un microcircuit intégré spécifique.

Exemples d’utilisation de termes qualificatifs:

— circuit intégré monolithique a semiconducteurs;

— circuit intégré a paillettes ou polylithique a4 semiconducteurs;
— circuit intégré a couche mince;

— circuit intégré a couche épaisse;

— circuit intégré hybride.
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1.5 Microelectronics

The concept of the construction and use of highly miniaturized electronic circuits.

1.6 Integrated electronics

1.7

2. Types of devices

2.1

2.2

2.3

2.4

The art and technology of the design, fabrication and use of integrated circuits.

Worst-case conditions (for a single characteristic)

ch

No

Semiconductor device (repetition from Publication 747-

Migrocircuit

d

o

Int

an

No

Int

electrically,
conlnmerce and

A circuit
electrically mterco

The values of the applied conditions which individually are chosen from within a
specified range and together produce the most unfavourable value for a considered

iracteristic.

e. — Worst-case conditions for different characteristics may be different.

borated circuit

¢ment does not have an envelope or external connection an
parate item.

aintenance, it is considered indivisible.

A device whose essential characteristics are d yrge carriers wjthic a
sethiconductor.

ponent

d and
hmerce

is not

hich a number of circuit elements are inseparably associatqd and
interconnected such that, for the purpose of specification and testirlg and

Notes I. — For this definition, a circuit element does not have an envelope or external connection and is not

specified or sold as a separate item.

2. — Where no misunderstanding is possible, the term “integrated microcircuit” may be abbreviated to

“integrated circuit”.

3. — Further qualifying terms may be used to describe the technique used in the manufacture of a specific

integrated microcircuit.

Examples to the use of qualifying terms:

- semiconductor monolithic integrated circuit;
— semiconductor multi-chip integrated circuit;
— thin film integrated circuit;

— thick film integrated circuit;

- hybrid integrated circuit.
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2.5 Microassemblage

Microstructure constituée de différents composants et/ou de microcircuits intégrés qui
sont construits séparément et peuvent étre essayés avant d’étre assemblés et encapsulés.

Notes 1. — Pour cette définition, un composant posséde des bornes de sorties et éventuellement une enveloppe, et
il peut étre également spécifié et vendu comme article séparé.
2. — Des termes qualificatifs additionnels peuvent étre utilisés pour décrire la forme des composants et/ou

la technique d’assemblage utilisée dans la construction d’un microassemblage spécifique.
Exemples d’utilisation d’adjectifs termes:

- microassemblage a circuits intégrés a paillettes ou polylithiques;

— microassemblage 4 composants discrets.

&
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2.5 Micro-assembly

A microcircuit consisting of various components and/or integrated microcircuits which
are constructed separately and which can be tested before being assembled and packaged.

Notes 1. — For this definition, a component has external connections and possibly an envelope as well and it
also can be specified and sold as a separate item.
2. — Further qualifying terms may be used to describe the form of the components and/or the assembly

techniques used in the construction of a specific micro-assembly.
Examples of use of qualifying terms:

- semiconductor multi-chip micro-assembly;

— discrete component micro-assembly.

&
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CHAPITRE V: SYMBOLES LITTERAUX, GENERALITES

1. Lettres fondamentales

Les articles2, 3 et 4 de la Publication 747-1, chapitre V, s’appliquent pour autant
qu’ils se référent aux lettres fondamentales. Au contraire, les indices sont différents; ils
sont donnés dans Tarticle 2 ci-dessous.

2. IIndices pour les circuits intégrés digitaux

2.1 | Tensions et courants

2.1.1l Premier indice

I = borne d’entrée
OouQ = borne de
Notes 1. — La liste ci-dessus n’est pas, exha
2. — Actuellement, pour la borng bur indice les

lettres S ou P, mais on ng

Y

e le courant.

ir la lettre

préférentiel est:

A = la valeur la plus positive (la moins négative) du domaine
B = la valeur la moins positive (la plus négative) du domaine
Notes 1. — On donne des exemples d’application de ce systéme dans la figure 1, page 22.
2. — 11 est reconnu que, pendant une période de transition, les symboles «max» et «min» peuvent exister.

Dans ce cas, on doit indiquer leur sens précis (c’est-a-dire: valeur algébrique, valeur absolue, etc.).

2.1.4 Autres informations

Dans le cas de courants, on peut avoir besoin d’autres informations sur les conditions
électriques dans lesquelles on mesure le courant. :

Exemple: I, & Vop et pour une valeur spécifiée de la tension d’alimentation.
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CHAPTER V: LETTER SYMBOLS, GENERAL

1. Basic letters

Clauses 2, 3 and 4 of Publication 747-1, Chapter V, apply as far as they refer to the basic
letters. However, the standards on subscripts are different; they are given in Clause 2 below.

2. Sublscripts for digital integrated circuits

2.1 Vdltages and currents

2.1.1  First subscript

It indicates the terminal at which the electrical quap

I = input terminal
OorQ output terminal

il

Nagtes 1. — The above list is not exhaustive.
2. — At present, for the supply termina

¢/ and also the subscript letter§ S or P,
but no preference can be given a

2.1.2 Pecond subscript

It indicates the

A = the most positive (least negative) value of the range

B = the least positive (most negative) value of the range
Notes 1. — Examples of the use of this system are given in Figure 1, page 23.
2. — It is recognized that, during a transition period, the symbols “max” and “min” might exist. In this

case, their precise significance (i.e. algebraic, absolute magnitude, etc.) must be stated.

2.1.4  Further information

In the case of currents, further information may be required on the electrical
conditions under which the current is measured.

Example: [, at ¥, ; and at a specified value of the supply voltage.
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2.2 Temps de commutation

2.2.1 Premier indice

Afin de distinguer entre les divers temps de commutation, on utilise comme premier
indice I'un des indices suivants:
P = propagation
D = délai
T = transition

-

—t— VHA
4" //
V
—4l VHB

\\\l

|

ANONONNNY

B VHB

Via

” L ”

>— VLA
4
"
5 VHA
H— V|
LB wm |
0 (:ii;; 0
HA VHB
& /

AN\
ANNN NN

[41:3

Via

r\\\\\\\‘
<
=
[+

30974

FiG. 1. — Exemples montrant I'utilisation des indices «A» et «B».
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2.2  Switching times

2.2.1 First subscript

In order to distinguish between the different switching times, one of the following
subscripts should be used as a first subscript:

P = propagation
D = delay
T = transition
+ oo -+ oo + oo
—>— VHA
m
— VHB
—— VLA
/ i/
/rLfl ; ;
s /Y 7 VHA
e w %
X
o—t— 0
2

0—‘§
VB
Vaa
?‘
/
Via
/ILII ﬂ/
“
“
v
Via LB

309/7¢

Fig. 1. — Examples showing the use of subscripts “A” and “B”.
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2.2.2 Deuxiéme et troisieme indices

Le premier indice est suivi d’un ensemble de deux lettres indiquant le changement
d’état de la maniére suivante:
HL indique que le temps est mesuré sur le flanc de.décroissance des impulsions
LH indique que le temps est mesuré sur le flanc de croissance des impulsions.

Note. — Des indices majuscules sont nécessaires pour H et L afin d’éviter toute confusion; il convient alors
d’utiliser une lettre majuscule pour le premier indice.

2.2.3 Autres indices

su = établissement ou préparation
h = maintien
rCS il r\:DUlut;Ull

2.2.4 Association maitre-esclave

e littéral
purra faire
ésignation

Pour les associations «maitre-esclave», il n’y a
supplémentaire pour la désignation littérale. Si cela
référence 4 'association maitre-esclave en ajoutap
littérale.

3. Indices pour les circuits intégrés analogique

Voir la Publication 748-3.

@@
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2.2.2 Second and third subscripts

The first subscript is followed by a set of two letters to indicate the change of state,

in the following manner:
HL indicates that the time is measured on the falling edge of the pulses
LH indicates that the time is measured on the rising edge of the pulses.

Note. — Capital letter subscripts for H and L are required to avoid confusion; it is then convenient to use a
capital letter for the first subscript.

2.2.3 Other subscripts

su = set-up
h = hold
TeS = TeSOIution

2.2.4 Master-slave arrangements

arp needed. If it is considered necessary, a reference to the
bd made by adding ‘“master-slave” to the letter designati

3. Subpcripts for analogue integrated circuits

See Publication 748-3..

@@
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CHAPITRE VI: VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES,
GENERALITES

Introduction

L’article 1 de la Publication 747-1, chapitre VI, qui a le méme titre, s’applique.

Feuille cadre pour la présentation des données publiées

L’article 2 de la Publication 747-1, chapitre VI, qui a le méme titre, s’applique.

Définitions fondamentales pour les valeurs limites

L’article 3 de la Publication 747-1, chapitre VI, qui a le

IDéfinitions des conditions de refroidissement

L’article 4 de la Publication 747-1, chapitre

s’applique, dans la
mesure du possible.

| )

iste des températures préférentielle
Les températures utilisées p
analogiques et digita

—65°C; —55°C;
125 °C; 150 °C

5 intégrés
; 100 °C;

kage.

immandeées

itisées pour indiquer les conditions de fonctionnement recommandéks doivent
que possible, choisies dans la liste suivante:

== Circuits bipolaires: 1,5 V; 5,0 V; 5.2 V (pour ECL seulement): 12.V: 15V

Note. — Ces valeurs ne concernent pas les circuits intégrés logiques a injection (12L) pour lesquels il est présentement
difficile de fixer des valeurs.

— Circuits MOS: 1,3V; 1,5V: 30V;50V; 12V; 15V; 18V; 24V,

Lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser une valeur de ces listes, il est recommandé que la valeur
de la tension soit choisie dans la liste suivante:

4,0V;6,0V;9,0V;30V;48V; 100 V.

Note. — Lors de lintroduction de nouvelles technologies, il est recommandé que les valeurs des tensions
d’alimentation soient choisies parmi celles données dans la liste ci-dessus de tensions préférentielles.
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CHAPTER VI: ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS, GENERAL

1. Introduction

Clause 1 of Publication 747-1, Chapter VI, which has the same title, is applicable.

2. Standard format for the presentation of published data

Clause 2 of Publication 747-1, Chapter VI, which has the same title, is applicable.

3. BasiL “rating” definitions

Clause 3 of Publication 747-1, Chapter VI, which has the sarh

4. Defjnitions of cooling conditions

Clause 4 of Publication 747-1, Chapter VI,
where appropriate.

blicable

5. Lis{ of preferred temperatures

The temperatures used for staty should

b¢ chosen from the foNowingHhist:

-165°C; —55°C
5 °C; 150 °C;

bte. — Th

100 °C;

—

uld be,
wherever-possible, chosen from the following list:

Bi?nlar circuits: 1 QV; 50V: 52V (for ECT, only): 12V: 15V

Note. — These values do not concern integrated injection logic circuits (I2L) for which it is difficult to give
values at present.

— MOS circuits: 1.3V; 1.5V; 3.0V; 5.0V; 12V; 15V; 18V; 24V,

When it is not possible to use a value from these lists, it is recommended that value
of the voltage be chosen from the following list:

40V; 6.0V; 9.0V; 30V; 43V; 100V.

Note. — When new technologies are introduced, it is recommended that values for supply voltage be chosen
from those given in the above list of preferred voltages.
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b) Circuits analogiques

Les tensions utilisées pour les conditions de fonctionnement recommandées doivent étre
choisies dans la liste suivante:

1,3V; 1,5V; 3,0V; 40V; 50V; 60V; 90V; 12V; 15V; 18V; 24V; 30V; 36V;
483V; 100 V.
6.2 Tolérances sur les tensions

Les valeurs suivantes pour les tolérances positives et négatives, applicables a tous les
types de circuits intégrés, sont recommandées:

5%; 10%; 20%.

Tes tolérances au-dessus et au-dessous de la valeur nominale, c@st-adire les| tolérances

positives et négatives, ne sont pas nécessairement les mémes.

7. Valeurs limites et caractéristiques mécaniques et autres donn

L’article 7 de la Publication 747-1, chapitre VI, ¢
mesure du possible.

s’appliqie, dans la
8. PDispersion et conformité de la production
L’article 11 de la Publication : 2 le méme titre, s’applique.

9. [iblages et circuits

L’article 12 . 4 pitre VI, qui a le méme titre, s’applique.

9,
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b) Analogue circuits

The voltages used for stating the recommended operating conditions should be chosen

from the following list:

13V 1.5V; 3.0V 40V; 50V; 60V; 90V; 12V; 15V; 18V; 24V; 30V; 36V; 48 V;

100 V.

6.2 Tolerances on voltages

The following values of positive and negative tolerances, applicable to all types of

integrated circuits, are recommended:

5%; 10%; 20%.

The tolerances above and below the nominal value, i.€. the posit
tolerances, need not necessarily be the same.

7. Medhanical ratings, characteristics and other data

Clause 7 of Publication 747-1, Chapter VI, whic
where appropriate.

8. Profluction spread and compliance

Clause 11 of Publication 747-1,

9. Printed wiring and prip

Clause 12 of licatio

9,

ARt the Tegative

, is applicable,

¢ same title, isAapplical)le.

which has the same title, is applicable.
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CHAPITRE VII: METHODES DE MESURE, GENERALITES

1. Exigences genérales
1.1 Introduction

L’article 1 de la Publication 747-1, chapitre VII, section un, qui a le méme titre,
s’applique.

1.2 Précautions générales

Larticle 2 de la Publication 747-1, chapitre VII, section un qui le >méme titre,
s’applique.

2. [Exigences spécifiques aux méthodes de mesure

Elles sont données pour chaque méthode
Publications 748-2, 748-3, etc.

h dans les

3. S$ystéme de numérotation pour les méthod

es\(
3.1 | Principe de numérotation

Les méthodes égrés sont numérotées dans I'ordte on elles

apparaissent a i de’ circuit intégré.
Note. — Le numéfo de“¢hagu e est reproduit dans un carré, aussitt aprés le titre de o méthode de
0 cotyespond

3.2 | Liste des (ﬂ\éros ttribue éthodes de mesure des circuits intégrés
Ne Caractéristiques a2 mesurer Publication
748-...
2
2
2
3 Temps~de délai 2
Temps de”transition 2
Capacités d’entrée et de sortie pour un foncfionnement en grands signaux 2
7 Temps de propagation (circuits MOS) 2
8 Temps d’établissement 2
9 Temps de maintien 2
10 Fréquence de commutation 2
11 Capacités d’entrée et de sortie équivalentes, résistances d’entrée et de sortie équivalentes 2
12 Coefficient de régulation en fonction de la tension d’entrée et coefficient de stabilisation en
fonction de la tension d’entrée 3
13 Taux de réjection de l'ondulation résiduelle de la tension d’entrée 3
14 Coefficient de régulation en fonction de la charge et coefficient de stabilisation en fonction
de la charge 3
15 Tension de bruit en sortie 3

(Suite & la page 32)


https://iecnorm.com/api/?name=1e335fd5f8172d86202af791665de27e

748-1 © IEC 1984 — 31 —

CHAPTER VII: MEASURING METHODS, GENERAL

1. Basic requirements

1.1 Introduction

Clause 1 of Publication 747-1, Chapter VII, Section One, which has the same title, is

applicable.

1.2 General precautions

(lause 2 of Publication 747-1, Chapter VII, Section One, which
applicable.

2. Specific requirements on the measuring methods

These are given in the description of each mea
7483, etc.

3. Numbering system for measuring methe

3.1 Numbering principle

kn

the sSame title, is

Blications [748-2,

) g i i mbered in the sequence they become

Notp. eqsuring 8 is reproduced in a “box”, after the title of the [relevant

3.2 Nu
Publjcation

No.

© 74s-...
1 the power supplies under dynamic conditions 2
2 the clock line 2

3 on times, (except MOS circuits) 2
4 Delay times 2

5 Transition times 2
6 Input and—output capacitances for ]argP.cicna] operation 2
7 Propagation times (MOS circuits) 2

8 Set-up times 2

9 Hold times 2
10 Switching frequency 2
11 Equivalent input/output capacitances/resistances 2
12 Input regulation/stabilization coefficients 3
13 Ripple rejection ratio 3
14 Load regulation/stabilization coefficients 3
15 Output noise voltage 3

(Continued on page 33)
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3.2 (suite)

Ne Caractéristiques 4 mesurer Publication
T48-...
16 Coefficient de température de la tension régulée de sortie 3
17 Courant de polarisation intrinséque 3
18 Courant de court-circuit 3
19 Tension de référence 3
20 Réponse transitoire aux variations de la tension d’entrée 3
21 Réponse transitoire aux variations du courant de charge 3
22 Courants des alimentations 3
23 Impédance d’entrée (mesure en petits signaux) 3
24 Impédance de sortie 3
25 Tension de décalage & l'entrée 3
26 Femstomrdepotarisation 3
17 Courant de décalage a l'entrée ( 3
18 Courant de polarisation a 'entrée N 3
19 Coefficient de température de la tension de décalage i l'entrée 3
10 Coefficient de température du courant de décalage a l'entrée 3
11 Amplification en tension en boucle ouverte 3
32 Fréquence(s) de coupure 3
13 Taux de réjection en mode commun . 3
34 Taux de réjection des alimentations \ 3
35 Dynamique de sortie 3
16 Temps de résolution 2
7% Tensions de sortie au niveau haut et au niveau b s 2
i8* Courants d’entrée au niveau haut et au nivea s 2
19 Temps de réponse (temps de délgi\temps ransition, fem vacijfement, temps de
réponse total) 3

40* Courant de court-circuit en sortie Xd'un i d1g1 2
41* Courant d’alimentation en fonctio ent n circuit d1g1ta1) 2
42* Gamme de tensions d’entrée en fmode commu -3
43* Courant de court- c1rcu1t en sortl (du lificateur\ops atlonnel) 3
44* Séparation des nawvx, s ‘aknplificateurs multiples) 3
45%* Fréquence hrmt supéngyre a p e tens1o de whafg 3
46* Pente maxifale de la te\r‘151o \(7/ 3
47* Coefficient |[de rant sation a l'entrée 3

* N1mérotatim®:.

3.3| Matrices dapplicatio

s de mesure sont reproduits dans les matrices d’hpplications

748-3, etc.) qui indiquent a quels types de circuits ce

que damis les Publications 748 chaque méthode de mesure est décrite 4 un endroit seuleme

s méthodes
ont décrites

ht.

3.4 —Mise—a—jour

La liste des numéros et les matrices d’applications seront tenues a jour lors de chaque

révision de la publication.
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3.2 (continued)

No. Characteristics to be measured i Pu?ﬁgauon
16 Temperature coefficient of regulated output voltage 3
17 Stand-by (quiescent) current 3
18 Short-circuit current 3
19 Reference voltage 3
20 Transient response to changes of input voltage 3
21 Transient response to changes of load current 3
22 Power supply currents 3
23 Small-signal input impedance 3
24 Output impedance 3
25 Input offset voltage 3
26 [ Bias voltage 3
27 Input offset current ( 3
28 Input bias current N 3
29 Input offset voltage temperature coefficient 3
30 Input offset current temperature coefficient
31 Open-loop voltage amplification 3
32 Cut-off frequency (frequencies) 3
33 Common-mode rejection ratio N 3
34 Supply voltage rejection ratio 3
35 Output voltage range 3
36 Resolution time /\ 2
37* High-level and low-level output voltages 2
38* High-level and low-level input currents 2
39 Response times (delay-, slope-, r1pp1e— otal resp e) G 3
40* Short-circuit output current (of a dlglta circut 2
41* Power supply current under static conditi of tgital cult) 2
42* Common-mode input voltage range 3
43* Short-circuit output current (of an opeyatio 1f1 \/ 3
44* Channel separation, lk ( Itiple a hf1 rs) 3
45* Upper limiting frequ cy fog {ull outpwt ¥oltage 3
46* Maximum rate of“chang of the Wate) 3
47% Input bias current t ature cogf‘;%e\ 3
* Future numbering.@ \)
3.3  Application mgt
The ers recur in the application matrices (see Publfcations
748-2, \w the measuring methods applicable to the individual kinds
of] the left margins of the matrices, the publications ard stated
w methods are described
N jsis partcularly important for measurement methods that are used for different types of cfrcuits, as
heasuring method is described only once in the Publication 748 series
3.4 Updarnng

The numbering list and the application matrices will be updated with each subsequent
revision of the publication.
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CHAPITRE VIII: RECEPTION ET FIABILITE DES CIRCUITS INTEGRES

SECTION UN — GENERALITES

Présentation d’informations de fiabilité provenant d’essais effectués sur les circuits intégrés:

Voir les Publications 319 de la CEI: Présentation des données de fiabilité pour les
composants (ou piéces détachées) électroniques, et 319A: Premier complément a la Publication 319.

SECTION DEUX — PRINCIPES GENERA

A Tétude.

SECTION TROIS — ESSAIS D’ED

1. [But et présentation

Les essais d’endurance électrique ai aracteristiques utilisées pour| définir les
défaillances et les critéres de/ défaillance &t¢ normalisés pour chaque catégorie ou
une comparaison unique et| facile des
données indiquées pa ffére ; slativement a des essais de réception comme

ci-apré

Larticl esente\section «Exigences générales» donne des normds qui sont

ntégres.

¢sente section «Exigences spécifiques» indique d’une fagdn générale

neéCessaires pour les exigences spécifiques aux différentes cafégories ou
sous=catégories sont donnés dans les Publications correspondantes 748-2, 748-3, etc., a
chapitre V.

2. Exigences générales
2.1 Conditions pour les essais électriques

2.1.1 Mode de fonctionnement

Les dispositifs doivent fonctionner en permanence (en continu, en alternatif ou en
impulsions, selon les exigences). Dans certains cas, un fonctionnement intermittent ou
d’autres modes de fonctionnement peuvent s’avérer nécessaires en tant qu’essais
supplémentaires.
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